


























(安藤 繁（東京大学）、花岡 庸一郞、櫻井 隆（国立天文台) 記) 
ヘリウム輝線の分光観測による彩層プラズマ診断 
 
 本研究は、可視光中性ヘリウム線のうち電子スピンの異なる2つの輝線である 6678 Å










Å , 及び He I 5876Å , 6678Åの
contribution function を図1に示す。
可視光の 6678 Å (1s2p 1P0 - 1s3d 1D)










 我々は飛騨天文台ドームレス太陽望遠鏡（DST）水平分光器を用いて、Hα 6563 Å,






 電子密度が1012 cm-3 以下において、2つの中性ヘリウム輝線の強度比は電子密度に対
し10%以下の依存性であり、これは理論計算誤差以下である。したがってこれらの輝線強
度比から電子温度を導出することが可能となる。電子密度1012 cm-3以下を仮定し電離平衡















一方、He I では red wing に裾が伸びる吸収線として現れている。He I が放射として現
れている部分に関しては、Hαは定常的な吸収に対して赤方偏移した放射、He I では




    図 2 プロミネンスのスペクトロヘリオグラムと平均スペクトル 図 3 プロミネンスの温度構造 
    図４ Hα, He I 6678/5876 Å のスペクトロヘリオグラム。 
    赤と青のラインプロファイルはそれぞれ赤と青で示された 
    スペクトロヘリオグラム上の場所におけるもので、He Iで 
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 He I が吸収線として現れている部
分については、源泉関数が小さく衝
突励起が不十分になっていることが























                            (川手 朋子（Queen's University Belfast） 記）
 
      図 5  Hα, He I 6678/5876 Å スペクトル 
       の時間変化と Hα、He I/IIの光度曲線 
 
図 6  硬 X線観測から得られた電子フラックスと 
RADYNで計算した温度・速度・電子密度・中性 
水素密度と He I/IIの存在密度 
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